
Atomic Force Microscopy
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項目 Icon AFM スキャナ FastScan AFM スキャナ

X-Yスキャンレンジ X -Y：９０μｍ x ９０μｍ（公証値）、
８５μm（最小値）　　

X -Y：３５μｍｘ３５μｍ（公証値）、
３０μm（最小値）

Zスキャンレンジ ）値小最（ mμ５．９、）値証公（ｍμ０１：Z 　Z：３μｍ以上

Ｚ方向ノイズフロア ０．０３ｎｍ　 未満（ハイト信号）
適切な環境下で一般測定モードＢＷ（最大 625Hz）

０．０４ｎｍ以下（センサー信号）
適切な環境下でＢＷ（最大 625Hz）

X-Y 方向速度（最大値）、
トラッキングエラー１％以下 ― ２ｍｍ / 秒以上

Ｚ方向最大スキャン速度 ― １２ｍｍ / 秒
Ｘ－Ｙ方向ノイズ

（クローズドループ）
０．１５ｎｍＲＭＳ以下 、標準的イメージングＢＷ 

（最大 625Hz, クローズドループ）
０．２ｎｍ RMS 以下標準的イメージングＢＷ

（最大 2.5kHz,アダプティブ）

Z センサーノイズレベル
０．０３５nmRMS

 一般的イメージング BW（最大 625Hz）;
０．０５nmRMS

フォースカーブ BW（０．１Ｈｚ-５kHz）

０．０３nmRMS 
一般的イメージンング BW（最大 625Hz）

X-Y 平坦度
（30μm範囲） ― ３nm以下

積分非直線性（X-Y-Z） ０．５％未満 ０．５％以下
サンプルサイズ /ホルダ ２１０ｍｍ真空チャック（２１０ｍｍ径以下、１５ｍｍ厚以下）

自動ステージ（Ｘ－Ｙ） 測定エリア：１５０mmｘ１８０ｍｍ、マニュアルローテーション可、
）向方両（mμ３、）向方片（ mμ２；性現再置位

付属光学顕微鏡
デジタルカメラ： ５メガピクセル 

（デジタルズーム、電動フォーカス付）
視野範囲：１８０μｍ～１４６５μｍ

デジタルカメラ： ５メガピクセル
（デジタルズーム、電動フォーカス付）
視野範囲：１３０μｍ～１０４０μｍ 

コントローラ/
ソフトウエア NanoScope V / NanoScope v8.15 以降

ワークステーション NanoScope V、ステージ コントローラ、ＨＶアンプ、コンピューター
防振台、フード 環境、ニーズに合わせて、担当者とお打ち合わせください。

測定モード

標準装備 : 標準装備 : 
ScanAsyst、タッピング/コンタクトモード（大気
中）、LFM、フォースカーブ、フォースボリューム、
位相イメージング、リフトモード、MFM、EFM、 

SPoM、ピエゾレスポンス 

ScanAsyst、ナノメカニカルマッピング、
タッピング（大気中 /液中）、位相イメージング、
コンタクトモードAFM、LFM、リフトモード、
MFM、EFM、フォースカーブ、フォースボリューム

オプション : オプション : 
PeakForce QNM（但し、FastScan スキャナ
を同時ご購入の場合は、標準で装置に付属）、
PeakForce TUNA、 ナノインデンテーション、 
ナノマニピュレーション、ナノリソグラフィ、 

TRモード、フォースモジュレーション（大気中 /液中）、
タッピング/コンタクトモード（液中）、

ダークリフト、 STM、SCM、 SSRM、TUNA、
 TR-TUNA、C-AFM、 VITA

ナノインデンテーション、ナノマニピュレーション
 ナノリソグラフィ、SPoM、ピエゾレスポンス
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